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A rontgenfluoreszcencia-analizis (XRF) egy gyors, sokelemes analitikai modszer, amelyet
sz¢les korben alkalmaznak kulturalis és természeti 6rokségiink targyainak vizsgalatara. A
modszer roncsolasmentes, kontaktmentes, viszont informécios mélysége limitalt, igy
elsésorban a minta feliiletérdl ad informacidt. Analitikai teljesitményét a modszer alapjaul
szolgal6 fizikai folyamatok, a késziilék paraméterei, a mérések kiértékelésének modja, illetve
a minta tulajdonsagai befolyasoljak.

Az Atommagkutat6 Intézetben korabban sok éven at végeztek XRF vizsgalatokat mizeumi
targyakon, késébb a sajat mérdelrendezésen alapuld technika hatrébb szorult. A kereskedelmi
forgalomban kaphato késziilékek fejlddése és térnyerése miatt idoszertivé valt, hogy az intézet
Ordkségtudomanyi Laboratoriuméban a részecske indukalt rontgen-emisszio (PIXE) mellett a
mintak XRF-fel torténd vizsgalatara is legyen lehetdség. Laborunk asztali mikro-XRF (M4
TORNADO, Bruker Nano GmbH, Berlin, Németorszag), valamint kézi XRF (S1 TITAN 600,
Bruker Nano GmbH, Berlin, Németorszag) késziilékekkel rendelkezik.

Az asztali mikro-XRF elonye a kézi miiszerrel szemben a nagyobb intenzitas, jobban
kontrollalt mérési geometria, illetve az, hogy a besugarzé rontgennyalab fokuszalhat6, igy
akar 20 um atmérdji pontonként is végezhetiink mérést. Ezenfeliil vakuumkamraja lehetévé
teszi a konnytielemek detektalasat is. A kézi XRF eldnye, hogy akar terepen is alkalmazhato
kis mérete, egyszerii €s gyors mitkodése miatt. El6adasunkban e két késziilék
Osszehasonlitdsat mutatjuk be analitikai teljesitményiik szempontjabol. A vizsgalathoz
komplex Osszetételll iiveg standardokat (Corning A, B, D, NIST 610, 611, 612, 614), valamint
obszidiant hasznaltunk.
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